Attenzione: i dati modificati non sono ancora stati salvati. Per confermare inserimenti o cancellazioni di voci è necessario confermare con il tasto SALVA/INSERISCI in fondo alla pagina









	


	
	



	
	
	
	
	
		
		
		
		

		
	
	
	
	





	




	
		
			[image: IRIS]
		
		
			[image: IRIS]
		
		
			
		
		
			

				
					Home
				
	
					
						Sfoglia
					
						Macrotipologie
& tipologie
							

						Autore
						Titolo
						Riviste
						Serie
						

				


			
				
					
					
				

			

				
					
						IT
					
						[image: Italiano] Italiano
						[image: English] English
							

				
	
					












	LOGIN


		

	






				
					
						
  
    [image: Logo Politecnico di Torino]
    [image: Logo Politecnico di Torino]
  


PORTO @ [image: ] Archivio Istituzionale della Ricerca


				

			

		
		




			
	        	
	
			IRIS
	Catalogo POLITO
	4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)
	4.1 Contributo in Atti di convegno


	



















































	
	
		
		
	









Modern SRAM-based Field Programmable Gate Ar- rays (FPGAs) are increasingly employed in safety- and mission- critical applications. However, the aggressive technology scaling is highlighting the increasing sensitivity of such devices to Single Event Upsets (SEUs) caused by external radiation events. As- sessing the reliability of FPGA-based systems in the early design stages is of upmost importance, allowing design exploration of different protection alternatives.
This paper presents a Dynamic Partial Reconfiguration-based fault injection methodology implemented by an integrated in- frastructure for SEUs emulation in the configuration memory of Xilinx SRAM-based FPGAs. The proposed methodology exploits the Xilinx Essential Bits technology to extremely speed-up fault injection, ensuring correct operations of the fault injection infrastructure during the whole injection process.



A Fault Injection Methodology and Infrastructure for Fast Single Event Upsets Emulation on Xilinx SRAM-based FPGAs / DI CARLO, Stefano; Prinetto, Paolo Ernesto; Rolfo, D.; Trotta, P.. - ELETTRONICO. - (2014), pp. 159-164. (Intervento presentato al  convegno 27th IEEE Defect and Fault Tolerance in VLSI and Nanotechnology Systems Symposium (DFTS) tenutosi a Amsterdam, NL nel 1-3 Oct. 2014) [10.1109/DFT.2014.6962073].
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				Abstract

				Modern SRAM-based Field Programmable Gate Ar- rays (FPGAs) are increasingly employed in safety- and mission- critical applications. However, the aggressive technology scaling is highlighting the increasing sensitivity of such devices to Single Event Upsets (SEUs) caused by external radiation events. As- sessing the reliability of FPGA-based systems in the early design stages is of upmost importance, allowing design exploration of different protection alternatives.
This paper presents a Dynamic Partial Reconfiguration-based fault injection methodology implemented by an integrated in- frastructure for SEUs emulation in the configuration memory of Xilinx SRAM-based FPGAs. The proposed methodology exploits the Xilinx Essential Bits technology to extremely speed-up fault injection, ensuring correct operations of the fault injection infrastructure during the whole injection process.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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